附件：

近几年有标准起草任务的单位

（半导体材料分标委会，SAC/TC 203/SC2）

	序号
	项目名称
	起草单位
	备注

	1   
	半绝缘砷化镓单晶深施主EL2浓度红外吸收测试方法
	信息产业专用材料质量监督检验中心 
	已列计划

	2   
	半绝缘砷化镓单晶中碳浓度的红外吸收测试方法
	
	已列计划

	3   
	氮化镓单晶衬底表面粗糙度的原子力显微镜检验法
	中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
	已列计划

	4   
	氮化镓单晶衬底片x射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法
	
	已列计划

	5   
	氮化镓单晶位错密度的测量 阴极荧光显微镜法
	
	已列计划

	6   
	硅单晶
	有研半导体材料股份有限公司
	已列计划

	7   
	硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法
	
	已列计划

	8   
	硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法
	
	已列计划

	9   
	硅的仪器中子活化分析测试方法
	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
	已列计划

	10   
	硅片订货单格式输入规范
	万向硅峰电子股份有限公司
	已列计划

	11   
	蓝宝石单晶位错密度测量方法
	江苏协鑫软控设备科技发展有限公司
	已列计划

	12   
	太阳能级硅片和硅料中氧、碳、硼和磷量的测定 二次离子质谱法
	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司
	已列计划

	13   
	碳化硅单晶片平整度测试方法
	北京天科合达蓝光半导体有限公司
	已列计划

	14   
	蓝宝石衬底用高纯氧化铝
	四川鑫通新材料有限责任公司
	已列计划

	15   
	蓝宝石单晶晶向测定方法
	中国科学院上海光学精密机械研究所、丹东新东方晶体仪器有限公司
	已列计划

	16   
	蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法
	
	已列计划

	17   
	蓝宝石晶体缺陷图谱
	
	已列计划

	18   
	蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法
	天通控股股份有限公司
	已列计划

	19   
	羧乙基锗倍半氧化物化学分析方法
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	已列计划

	20   
	锗精矿
	
	已列计划

	21   
	太阳能电池用硅片和电池片的在线光致发光测试方法
	瑟米莱伯贸易（上海）有限公司
	已列计划

	22   
	高纯四氯化锗
	南京中锗科技股份有限公司
	已列计划

	23   
	硅外延用三氯氢硅中总碳的测定 气相色谱法
	
	已列计划

	24   
	硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷含量的测定 气相色谱法
	
	已列计划

	25   
	异质外延层和硅多晶层厚度测量方法
	南京国盛电子有限公司
	已列计划

	26   
	硅外延层和扩散层厚度测定 磨角染色法
	
	已列计划

	27   
	硅外延层厚度测定 堆垛层错尺寸法
	
	已列计划

	28   
	外延钉缺陷的检验方法
	
	已列计划

	29   
	半导体硅片包装
	杭州海纳半导体有限公司
	已列计划

	30   
	高纯锑化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定Cu、Ag、Mg、Ni、Zn、Bi、Au、Mn、Fe、Cd、As、Pb的含量
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	已列计划

	31   
	改良西门子法多晶硅用硅芯
	江苏中能硅业科技发展有限公司
	已列计划

	32   
	硅粉中碳含量的测定
	新特能源股份有限公司
	已列计划

	33   
	硅粉
	洛阳中硅高科技有限公司
	已经论证

	34   
	多晶硅企业单位产品能源消耗限额
	
	已经论证

	35   
	太阳能级多晶硅
	
	已经论证

	36   
	硅片边缘轮廓检验方法
	洛阳单晶硅有限责任公司
	已经论证

	37   
	硅粉中硼、磷、铁、铝、钙、钛含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	内蒙古神舟硅业有限责任公司
	已经论证

	38   
	硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定   电感耦合等离子体发射光谱法
	亚洲硅业（青海）有限公司
	已经论证

	39   
	硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	
	已经论证

	40   
	硅粉中水分含量的测定方法
	
	已经论证

	41   
	高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定   电感耦合等离子体质谱法
	国家有色金属及电子材料分析测试中心
	已经论证

	42   
	高纯四氯化锗红外透过率的测定方法
	北京国晶辉红外光学科技有限公司
	已经论证

	43   
	晶硅间隙氧原子含量多重透射反射红外光谱测试方法
	南京大学
	已经论证

	44   
	晶硅代位碳原子含量多重透射反射红外光谱测试方法
	
	已经论证

	45   
	锗单晶安全生产规范
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
	已经论证

	46   
	区熔锗锭安全生产规范
	
	已经论证

	47   
	锗精矿单位产品能源消耗限额
	
	已经论证

	48   
	区熔锗锭
	
	已经论证

	49   
	区熔锗锭化学分析方法 第1部分  砷含量的测定   砷斑法
	
	已经论证

	50   
	区熔锗锭化学分析方法 第2部分 铝、铁、铜、镍、铅、钙、镁、钴、铟、锌含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	
	已经论证

	51   
	锗晶体缺陷图谱
	
	已经论证

	52   
	太阳能电池用砷化镓抛光片
	
	已经论证

	53   
	低位错密度砷化镓单晶片腐蚀坑密度（EPD）的测量方法
	
	已经论证

	54   
	低位错密度锗单晶片腐蚀坑密度（EPD）的测量方法
	云南中科鑫圆晶体材料有限公司
	已经论证

	55   
	高纯二氧化锗
	南京中锗科技股份有限公司
	已经论证

	56   
	还原锗锭
	
	已经论证

	57   
	半导体材料牌号表示方法
	浙江省硅材料质量检验中心
	已经论证

	58   
	晶片通用网格规范
	杭州海纳半导体有限公司
	已经论证

	59   
	确定晶片坐标系规范
	有研半导体材料股份有限公司
	已经论证

	60   
	硅片字母数字标志规范
	
	已经论证

	61   
	太阳能电池用类单晶硅块
	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司
	已经论证

	62   
	太阳能电池用类单晶硅片
	
	已经论证

	63   
	多晶硅生产用石墨卡瓣
	江苏中能硅业科技发展有限公司
	已经论证

	64   
	多晶硅生产用石墨底座
	
	已经论证

	65   
	改良西门子法生产多晶硅用三氯氢硅
	
	已经论证

	66   
	流化床法颗粒硅
	
	已经论证

	67   
	氯硅烷组分的在线分析  气相色谱法 
	
	已经论证

	68   
	多晶硅中氯离子含量的测定  离子色谱法
	
	已经论证

	69   
	用区熔拉晶法和光谱分析法评价颗粒硅的规程
	
	已经论证

	70   
	电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定  电感耦合等离子体质谱法 
	
	已经论证

	71   
	非本征半导体材料导电类型测试方法
	乐山市产品质量监督检验所
	已经论证

	72   
	硅外延层晶体完整性检验方法  腐蚀法
	南京国盛电子有限公司
	已经论证

	73   
	200mm硅外延片
	
	已经论证

	74   
	砷化镓单晶AB微缺陷检验方法
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	已经论证

	75   
	锗基Ⅲ-Ⅴ族太阳能电池外延片
	厦门市三安光电科技有限公司
	已经论证

	76   
	冶金法太阳能级多晶硅
	中铝宁夏能源集团有限公司
	已经论证

	77   
	硅单晶中碳、氧、硼、铝、磷、砷、锑含量的测定  低温傅里叶变换红外光谱法
	昆明冶研新材料股份有限公司
	已经论证

	78   
	硅粉粒度组成的测定  干筛分法
	新特能源股份有限公司
	已经论证

	79   
	太阳能级铸造多晶硅块红外透视检测方法
	特变电工新疆新能源股份有限公司
	已经论证

	80   
	磷化铟多晶
	南京金美镓业有限公司
	已经论证

	81   
	铟条
	广西德邦科技有限公司
	已经论证

	82   
	粗铟
	云南五鑫实业有限公司
	已经论证

	83   
	铸锭炉用碳/碳复合结构材料
	西安超码科技有限公司
	已经论证

	84   
	铸锭炉用碳/碳复合保温材料
	
	已经论证

	85   
	单晶炉用碳/碳复合材料发热体
	湖南金博复合材料科技有限公司
	已经论证

	86   
	单晶炉用碳/碳复合结构材料
	湖南南方搏云新材料有限责任公司
	已经论证

	87   
	单晶炉用碳/碳复合保温材料
	
	已经论证


